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STUMENTI DI MISURA A ‘MISURA DIRETTA’

METRO, CALIBRO E MICROMETRO

STUMENTI DI MISURA A ‘MISURA PER CONFRONTO’

COMPARATORE, ALESAMETRO E TASTATORE

CALIBRI FISSI
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BLOCCHETTI DI RISCONTRO, TAMPONI P-NP E ANELLI DI AZZERAMENTO

STUMENTI DI MISURA ‘UNIVERSALI / COMPLESSI’

ALTIMETRO E MACCHINA DI MISURA A COORDINATE



MISURA DI ‘ERRORI DI GEOMETRIA’

ROTONDIMETRO

MISURA DI ‘RUGOSITA’’

RUGOSIMETRO
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MISURA DI ‘DUREZZA’

DUROMETRO
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Precisione

E = (2,5 + 3,5 * L)   [ µm ]

L = Lunghezza di misura [ m ]
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CONTROLLO DURANTE IL PROCESSO DI PRODUZIONE

CONTROLLO AL 100 %

CONTROLLO A CAMPIONE

CONTROLLO STATISTICO DI PRODUZIONE (SPC)

CONTROLLO FINALE DI PRODUZIONE
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CONTROLLO FINALE DI PRODUZIONE

CONTROLLO AL 100 %

CONTROLLO A CAMPIONE

CONTROLLO STATISTICO DI PRODUZIONE (SPC)



Valore Medio

X = (X1 + X2 + … + XN) / N

Range
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R = (XMAX - XMIN)

Varianza

�2 = (X1 – X)2 + (X2 – X)2 + … + (XN – X)2 / (N – 1)
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Tolleranza Naturale

TNAT =  6 * �
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Limiti di controllo per il ‘VALORE MEDIO’

LCLX =  X – K1 * R
UCLX =  X + K1 * R

con K1 = 0,577 per campioni di numerosità pari a 5
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Limiti di controllo per il ‘RANGE’

LCLR =  0
UCLR =  K2 * R

con K2 = 2,114 per campioni di numerosità pari a 5



Indice di capacità di processo CP

CP =  TDIS / TNAT =  TDIS / (6 * �)
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Indice di capacità di processo ‘SUPERIORE’

CPU =  (USL – X) / (3 * �)

Indice di capacità di processo ‘INFERIORE’

CPL =  (X - LSL) / (3 * �)

Indice di capacità di processo CPK

CPK = MIN (CPU, CPL)


